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AVANT-PROPOS

Cet amendement a été préparé par le sous-comité 23E: Disjoncteurs et appareillage similaire
pour usage domestique, du comité 23 de la CEIl: Petit appareillage.

Le texte de cet amendement est basé sur les documents suivants:

FDIS Rapport de vote

23E/546/FDIS 23E/554/RVD

A

L
n

m

2

R

fdire pour la vérification™~de la conception et seront refaits seulement dans le cas de

b rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
pouti a I'approbation de cet amendement.

b comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de-base ne sefa
hs modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web,'dé la CEIl sols
ttp://webstore.iec.ch” dans les données relatives a la publication recherch€ée. A cette datk,
publication sera

reconduite,

supprimée,

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.

hge 4
INFRODUCTION

outer, aprés le dernier alinéa, le nouvel alinéa suivant:

bs caractéristiques CEM desxproduits sont généralement influencées par la conception pt
bn par le processus de faprication, c’est pourquoi les essais de la présente norme sont|a

odifications influencant'e comportement en CEM.

hge 6

Références normatives

pmplacer le texte introductif des références normatives par le nouveau texte suivant :

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

Ajouter, a la liste existante, les nouvelles références suivantes:

C
m

El 61000-4-3, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-3: Techniques d'essai et de
esure — Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences

radioélectriques


https://iecnorm.com/api/?name=a402f7cec35401f7aaa51a37568dac3d

61543 Amend. 1 © IEC: 2004 -3-

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 23E: Circuit-breakers and similar

equipment for household use, of IEC technical committee 23: Electrical accessories.

The text of this amendment is based on the following documents:

Report on voting

Il information on the voting for the approval of this amendment can be found in the repd
h voting indicated in the above table.

ne committee has decided that the contents of this amendment and the base>publication W
main unchanged until the maintenance result date indicated on the |IE€\web site und
ttp://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication:DAt this date, th
Iiblication will be

reconfirmed,

withdrawn,

replaced by a revised edition, or
amended.

hge 5
INTRODUCTION

Afd, after the last paragraph, the.following new paragraph:

T
m
V§
b

ne EMC characteristics offa’product are generally influenced by the design and not by th
anufacturing process, (therefore the tests of this standard are to be made for desig
rification and will Jbé. repeated only in the case of modifications influencing the EM
bhaviour.

hge 7

2| Naermative references

Replace the introductory paragraph to the normative references by the following text:

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition

of the referenced document (including any amendments) applies.
Add, to the existing list, the following new references:

IEC 61000-4-3, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measureme
techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

nt
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CEIl 61000-4-5:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai
et de mesure — Section 5: Essai d'immunité aux ondes de choc

CEIl 61000-4-6, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-6: Techniques d'essai et de

mesure — Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques

Remplacer, a la page 8, les références existantes a la CEl 61008-1 et la CElI 61009-1 par les

nouvelles références suivantes:

C
d

—|Partie 1: Régles générales?
Amendement 1 (2002)

CEI 61009-1, 1996, Interrupteurs automatiques a courant différentiel résiduel avee protectidg
contre les surintensités incorporée pour installations domestiques et analogues (DD)
Phrtie 1: Régles générales?

Amendement 1 (2002)

Ppge 8

Tableau 1

Remplacer le titre existant du tableau par le suivant;

Tableau 1 — Conditions normales d'environnement a basse fréquence

Remplacer la note de bas de Tableau 1 par a et ajouter la note de bas de tableau b a

rdférence T1.2: Transmission de signaux sur le secteur comme suit:

bIA I'exception de conditions spécifiques.indiquées dans la CEIl 60364-4-44, la transmission de signaux sur
sgcteur par conducteurs principaux superpQses n’'est pas autorisée en mode commun.

Ppge 10

Tableau 2

Remplacer le titre existant du tableau par le suivant:

T.ableau 2 — Conditions normales d'environnement a haute fréquence

Tableau 3

la

Remplacer le titre existant du tableau par le suivant:

Tableau 3 — Conditions normales d'environnement électrostatique

1) 11 existe une édition consolidée 2.1 (2002) qui comprend la CEI 61008-1:1996 et son amendement 1 (2002).

2) || existe une édition consolidée 2.1 (2003) qui comprend la CEI 61009-1:1996 et son amendement 1 (2002).
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IEC 61000-4-5:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement

techniques — Section 5: Surge immunity test

IEC 61000-4-6, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement

techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radio frequency fields

Replace, on page 9, the existing references to IEC 61008-1 and IEC 61009-1 by the following

new references:

IHC 61008-1:1996, Residual current operated circuit-breakers without integral overcurre
plotection for household and similar uses (RCCBs) — Part 1: General rules?)
Amendment 1 (2002)

IHC 61009-1:1996, Residual current operated circuit-breakers with integtal\‘overcurre

plotection for household and similar uses (RCBOs) — Part 1: General rules?
Amendment 1 (2002)

Ppge 9
Table 1
REplace the existing table title by the following:

Table 1 — Standard low-frequengcy~environmental conditions

S|gnalling voltages as follows:

b ISuperimposed mains signalling voltages argvhot allowed in common mode, except under specific conditions
inflicated in IEC 60364-4-44.

Phge 11

Table 2

REplace the existing/table title by the following:

Table 2 — Standard high-frequency environmental conditions

Table3

+h faolloain o
U T T

Replace table footnote reference 1) by a and’ add table footnote b to the reference T 1.p:

BS

ASALASAAALELY B

Table 3 — Standard electrostatic environmental conditions

1) There exists a consolidated edition 2.1 (2002) that includes IEC 61008-1:1996 and its amendment 1 (2002).

2) There exists a consolidated edition 2.1 (2003) that includes IEC 61009-1:1996 and its amendment 1 (2002).
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Page 14
Tableau 4
Remplacer le Tableau 4 par le nouveau tableau suivant:

Tableau 4 — Phénoménes a basse fréquence

Référence Phénomenes Référence a la Niveau et Paragraphes
(voir Tableau 1) electromagnétiques norme de base caractéristique de comprenant les
pour la description I'essai criteres de
des essais performance
T1.1 Harmoniques, Pas d’exigences @
inter harmoniques
T1.2 Transmission de b
signaux sur le
secteur
T1.3 Variations d'amplitude des tensions.2
Fluctuations de 9.9.5et9.17 de la De 0,85 a1,1xU,d 9.16 et 9.17 de la
tension ¢ CEI 61008-1; CEI 61008-1 et de I
CEl 61009-1
9.9.1.5 et 9.17 de la
CEIl 61009-1
Creux de tension ¢ 9.17 de la¢CEI'61008-1 et de la CEIl 61009-1
Coupures de 9.17 de |a'CEI 61008-1 et de la CEIl 61009-1
tension ¢
1.4 Déséquilibre de Se référer a T1.3
tension
1.5 Variations de la e
fréquence
fondamentale
T1.8 Champ magnétiqueb 9.11 et 9.18 de la CEIl 61008-1 (ID)
9.12 et 9.18 de la CEI 61009-1 (DD)

al Une étude est entreprise pour la/possibilité d'introduire des exigences dans une révision future.

bl Pour les besoins de la présenté norme, les essais correspondants de la norme de produit sont employés pod
satisfaire aux exigences de.la CEM.

=

Les essais spécifiés.dans les normes de produit ne nécessitent pas d'étre répétés.

=

€| Le fonctionnement.des DDR fonctionnellement indépendants de la tension d'alimentation n'est pas affecté p3
les variations_de_l'amplitude de la tension. Les essais de la présente norme s'appliquent seulement aux DDR
dépendants.denla tension d'alimentation.

d Pour les-PCDM, 0,7 U, au lieu de 0,85 U,,.

[

€] L'immunité aux variations de la fréquence d'alimentation fondamentale est assurée du fait que tous Ig

comportements de l'appareil sont essayés a une fréquence susceptible de varier de +5 % de la fréquend
nominale: voir 9.2 de la CEI 61008-1 et de la CEIl 61009-1.

[]



https://iecnorm.com/api/?name=a402f7cec35401f7aaa51a37568dac3d

61543 Amend. 1 © IEC: 2004

Page 15

Table 4

Replace the existing Table 4 by the following new table:

Table 4 — Low frequency phenomena

Reference

Electromagnetic

Reference of

Test level and test

Subclauses including

(pee Table 1) phenomena basic standard for specification the performance criteria
test description
TR.1 Harmonics, No requirements @
inter harmonics
T1.2 Signalling voltages b
T1.3 Voltage amplitude variations ¢
Voltage fluctuations ¢ 9.9.5 and 9.17 of From 0,85 to 9.16.and 9.17 of IEC
IEC 61008-1; 1,1U,d 61008-1 and IEC 61009-1
9.9.1.5 and 9.17 of
IEC 61009-1
Voltage dips ¢ 9.17 of IEC 61008:1 and IEC 61009-1
Voltage interruptions ¢ 9.17 of IEC 61008-1 and IEC 61009-1
T1.4 Voltage unbalance Refer to T1.3
T1.5 Power frequency e
variations
T1.8 Magnetic 911 and 9.18 of IEC 61008-1 (RCCBSs)
field b

9.12 and 9.18 of IEC 61009-1 (RCBOs)

a | A study is undertaken for possible inclusion of.regquirements in a future revision.

b | For the purpose of this standard, the relevant product standard tests are used to cover the EMC

requirements.

Tests specified in product standards do-hot need be repeated.

¢ | The functioning of RCDs functionally independent of line voltage is not affected by voltage amplitude

d | For PRCDs 0,7 U, instead'of)0,85 U,,.

variations. The tests of this standard apply only to RCDs dependent on line voltage.

€ | Immunity from powes ftequency variations is ensured by the fact that all performances of the device are

tested at frequenci€sywhich may be subjected to variations in the range of £+ 5 % of the rated frequency: see
9.2 of IEC 61008-1,ahd IEC 61009-1.
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Tableau 5
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Remplacer le titre du Tableau 5 existant par le nouveau tableau suivant:

Tableau 5 — Conditions d'essai d'immunité a haute fréquence

Référence Phénomeénes Référence a la norme Niveau et caractéristique de Paragraphes
VT électromaghnétigues de-basepouta l'essai comprenand les
Tableau 2) description des criteres, de
essais perfotmance
T2.1 Tensions ou courants | CEl 61000-4-6 €. i 0,15 MHZ & 80 MHz 5.1.1
induits oscillatoires Z =150 Q
3V pour Ipnp 2 30 mA
1V pour Ipp <30 mA
T2.2 Transitoires rapides | CEl 61000-4-4 b ID/DD - Niveau 4 4 kV (créte) 5.1.2¢
(salves) Tr/Th 5/50 ns
Mode commun Fréquence de répétition 2,5-kHz
PCDF/PCDM - Niveau’3 2 kv
(créte)
Tr/Th 5/50 ns
Fréquence gde répétition 5 kHz
T2.3a Tr/Th 1,2{501is
ID et DD 5.1.39.h
a a
5 kV/12 Q (créte) @ mode commun 5129 h
4 kV/2 Q (créte) @ mode différentiel
PCDF et PCDM 513
Ondes de choc CEIl 61000-4-5 4 kV/12 Q (créte) @ mode commun
2 kV/2 Q (créte) @2 mode différentiel
T2.3b Tr/Th 1,2/50 ps 5.1.2h
ID et DD
4 kV/12 Q (créte) @ mode commun
2 kV/2 Q (créte) @2 mode différentiel
T3.4 Transitoires de 9.19 de la Tr/Th 0,5 ps/100 kHz 5.1.4
courant oscillatoires | CEI 61008-1 et de la 200 A (créte) d
(onde oscillatoire CEI 61009-1
amortie)
T2.5 Champ CEIl 61000-4-3 &, f 3V/m 51.1
électtemagnétique
rayonné
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Page 17

Table 5

Replace the existing Table 5 by the following new table:

Table 5 — High-frequency immunity test conditions

ference

Electromagnetic

Reference of basic

Test level and test specification

Subclau

—~
0

ke Table2)

phenomena

standard for test
description

including
performa
chteri

es
the
nce

T3.

Conducted
sine-wave form
voltages or currents

IEC 61000-4-6 & i

0,15 MHz to 80 MHz
Z =150 Q
3 Vforlag 230 mA

1V forlanp <30 mA

51.1

Fast transients
(bursts)

Common mode

IEC 61000-4-4 b

RCCBs/RCBOs-Level 4 '4kV
(peak)

Tr/Th 5/50 ns
Repetition frequency 2,5 kHz

SRCDs/PRCDs-Level 3 2 kV
(peak)

Tr/Th'6/50 ns
Repetition frequency 5 kHz

5.1.2¢

T2

.3a

T2

.3b

Surges

IEC 61000-4-5

Tr/Th 1,2/50 ps

RCCBs & RCBOs

5 kV/12 Q (peak)2 common mode
4 kV/2 Q (peak)a differential mode
SRCDs & PRCDs

4 kV/12 Q (peak)2 common mode
2 kVI2 Q (peak)a differential mode

5.1.39.h
5.1.29h

5.1.3

Tr/Th 1,2/50 ps
RCCBs & RCBOs
4 kV/12 Q (peak)2 common mode

2 kV/2 Q (peak)a differential
mode

5.1.2h

Gurrent oscillatory
fransients (ring wave)

9.19 of IEC 61008-1 and
IEC 61009-1

Tr/Th 0,5 pus/100 kHz
200 A (peak) d

5.1.4

T3.

Radiated
electromagnetic field

IEC 61000-4-3 & f

3V/m

5.1.1
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Tableau 5 (suite)

Des essais avec des tensions plus basses que celles données dans ce tableau ne sont pas exigés (raison: le
Paragraphe 8.2 de la CEI 61000-4-5 prescrit d'effectuer les essais a chaque tension jusqu'au niveau choisi). Cet
essai doit étre effectué sur le dispositif en position fermée. Les impulsions doivent étre successivement
appliquées:

- entre le support métallique et les parties destinées a étres mises a la terre (conducteur PE, borne de terre),
s'il y a lieu, raccordées ensemble et chaque conducteur actif tour a tour a une tension de 5 kV (4 kV pour les
PCDM et les PCDF) et une impédance de 12 Q.

- entre chaque phase et le neutre tour a tour, et entre chaque paire de péles tour a tour a une tension de choc

ae 4 KV (£ KV pouries FULUNM et FUDF) et une fmpedance de £ L2,

De plus, I'échantillon doit étre monté comme en usage normal sur un support plat isolant, a une distance\de 10 cm
du plan de masse.

L'essai est effectué en monophasé, sur un péle de chaque échantillon pris au hasard.
Trois nouveaux échantillons sont soumis a l'essai. Si un échantillon n'est pas conforme\,aux critérels en
déclenchant pendant l'essai, trois échantillons supplémentaires sont essayés; ils doivent répondre en tout [point
aux critéres de 5.1.2.

En ce qui concerne les PCDM et les PCDF, le niveau de courant est actuellement de 25/A.

Avec l'accord du constructeur, les essais conduits en T2.1 peuvent étre étendus,de 80 MHz a 230 MHz. Dafps ce
cas, I'essai T2.5 est a commencer a 230 MHz au lieu de 80 MHz.

La vérification de non-déclenchement a 0,3 IA, (critéere de performance 5.1.1) doit étre effectuée en balaydnt le
domaine des fréquences spécifié. Pour la vérification du déclenchement & 1,25 IA, (critere de performance 5}1.1),
seulement cingq essais sont effectués sur chaque échantillon a des( fréquences différentes choisies au hasard
parmi I'’ensemble du domaine de fréquences et différentes d’'un échantillon & I'autre, toutefois I'une d’entrelelles
étant a 450 MHz et une autre étant a 900 MHz.

L'essai T2.3b doit seulement étre appliqué aux ID et DD incapables de satisfaire au critére d’'acceptation de [5.1.2
pendant les essais T2.3a, auquel cas l'essai est répétéaux niveaux des tensions d'onde de choc spécifigs en
T2.3b seulement pour la ou les configurations dont le déClenchement s’est produit pendant les essais T2.3a.

L’essai doit étre effectué sur I'appareil en posjtioonfermée et alimenté a la tension nominale U,. Chaque
échantillon est testé :

1) premierement, en mode d’essai différentiel™entre chaque voie de courant c6té charge tour a tour et chaque
autre voie de courant;
2) deuxiéemement, en mode d’essai commun, entre chaque voie de courant c6té charge tour a tour et le support
métallique et les parties destinées a'@tre reliées a la terre (conducteur PE, borne FE, borne de terre) il en
existe, toutes reliées ensemble.

Dans chaque cas, I'’échantillon est soumis a cing ondes positives sur la demi-période positive des cycles suiyi par
cing ondes négatives sur la demi~période négative des cycles.

Toutes les impulsions doivent étre appliquées successivement en des points de I'onde choisis au hasard avéc un
taux de répétition de l¢dmpulsion/min.

Pour I'essai T2.3aselon la procédure ci-dessus, le total des impulsions est :

Essai en mode différentiel Essai en mode commun
Appareils de 1 et 2 poles 10 impulsions 20 impulsions
Appareils de 3 pdles 30 impulsions 30 impulsions
Appareils de 4 pbles 60 impulsions 40 impulsions

Ce DDR est autorisé a declencher pendant les essais 12.3 a) (criteére d acceptation 5.1.3). SI 'apparell déeclenche
pendant cet essai, il doit étre refermé avant I'application de I'impulsion suivante.

Pour I'essai T2.3b, le total des impulsions est le méme que pour I'essai T2.3 a) si applicable.

La vérification du non-déclenchement a 0,3 IA, (critéere de performance 5.1.1) doit étre effectuée en balayant le
domaine des fréquences spécifié.

Pour la vérification du déclenchement a 1,25 IA, (critére de performance 5.1.1), seulement cing essais sont
effectués sur chaque échantillon a des fréquences différentes sélectionnées au hasard parmi I'ensemble du
domaine de fréquences et différents d’un échantillon a I'autre.
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Table 5 (continued)

Tests with lower voltages than those given in this table are not required (reason: IEC 61000-4-5, Subclause 8.

2

requires to carry out the tests at each voltage up to the chosen level). This test shall be carried out on the device

in the closed position. Pulses shall be applied successively:

- between the metal support and parts intended to be earthed (PE conductor, earthing terminal), if any,

connected together and each live conductor in turn at an impulse voltage of 5 kV (4 kV for SRCDs and PRCDs)

and at an impedance of 12 Q.

- between each phase and neutral, in turn, and between each couple of poles, in turn, at an impulse voltage
kV (2 kV for SRCDs and PRCDs) and an impedance of 2 Q.

of 4

In addition, the sample shall be mounted as in normal use on a flat insulating support at a distance of 10 cnif
the earth plane.

The test is carried out in single phase on one pole of each sample taken at random.
Three new samples are submitted to the test. If one sample does not comply with the criterion by-tripping duri
the test, three further samples are tested, which shall fully comply with the criterion of 5.1.2.

For PRCDs and SRCDs the current level is presently 25 A.

With the agreement of the manufacturer, the conducted test T2.1 can be extended fromi80/-MHz to 230 MHz. |
case, the test T2.5 is to start from 230 MHz instead of 80 MHz.

Verification of non-tripping at 0,3 | IAn (performance criteria 5.1.1) shall be done’by.sweeping the specified
frequency range. For the verifications of tripping at 1,25 IAn (performance critefia5.1.1), only five tests are ¢
out on each sample at different frequencies selected at random over the frequency range and different from o
sample to another, but one of them being 450 MHz and another at 900 MHz.

The tests of T2.3b shall be applied only to RCCBs and RCBOs not meeting the pass criteria of 5.1.2 during tH
tests of T2.3a, in which case the test is repeated at the surge voltage’levels specified in T2.3b only for the
configuration(s) in which tripping occurred during the tests of T2.8a

The test shall be carried out on the device in the closed position and supplied at rated voltage U,. Each samp
tested :

1) first, in differential mode test: between each load gcurrent path in turn and each other load current path;

2) secondly, in common mode test: between each%oad current path in turn and the metal support and parts
intended to be earthed (PE conductor, FE terminal, earthing terminal) if any, all connected together.

In each case, the sample is submitted to five positive pulses on the positive half cycles followed by five negat
pulses on the negative half cycles.

All pulses shall be applied successively\at random point on wave with a repetition rate of 1 impulse/min.

For the test T2.3a, according to the'above procedure, the total of impulses is:

Differential mode test Common mode test
1- and 2-pole deyices 10 impulses 20 impulses
3-poletdevices 30 impulses 30 impulses
4-pole‘devices 60 impulses 40 impulses

The RCD is permitted to trip during the tests of T2.3 a) (pass criteria 5.1.3). If the device trips during this test|i

shall be reclesed before the application of a subsequent impulse.
For the testT2.3b, the total of impulses is the same as for T2.3 a) if applicable.

Verjfication of non tripping at 0,3 IAn ( performance criteria 5.1.1) shall be done by sweeping the specified
frequency range.

om

h this

arried
he

eis

For the verifications of rripping at 1 25 |IAn (pprfnrmanrp criteria 5 1 1) only five tests are carried out on each
sample at different frequencies selected at random over the frequency range and different from one sample to
another.
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